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Beschreibung 

Die Erfindung beziehl sich auf eln dig (tales 
eiektrisches UnQen- Oder WinkelmeBsystem 
nach dern Oberbegrfff des Anspruches 1. Derarti- 
ge Einrfchtungen werden beispielsweise als Post* 
tionsanzeigen fur bewegllche Bauteile Oder in 5 
Verbindung mtt numerlschen Steuerungen be- 
nutzt 

Unter dlgltaten elektrischen Ungen- Oder 
WinketmeBelnrichtungen sind gemaB der Norm 
MeBeinrichtungen zu verstehen, die. efner Me- 10 
BgrdBe elne AusgangsgrpBe zuordnen. die elne 
mit test gegebenem klelnsten Schrttt quantisierte, 
zahlenmiBige Oarsteilung der MeBgrOBe tst Die 
MeBsignalerzeugung ist dabel durch unter- 
schledliche Methoden der Tellungsabtastung 15 
moglicru Man unterscheidet photoetektrlsche, in- 
duktive, magnetlsche und kapazftlve Abtestprtnz*- 
pten. Bel digrtaMnkremerrtaien MeBeinrich- 
tungen 1st die MeBtelfung stets periodisch 
strukturiert ; bei dlgitai-absoluten MeBetnrich- • 20 
tuhgert — zumindest bei denen hflherer Aufia- 
sung — trifft dies fGr die felnste Spur zu. Bel 
inkrementalen MeBeinrichtungen slnd die eln- 
zelnen Teitungsinkremente.nicht unterschetdbaK 
Die Ungenmessung basiert auf dem fortlaur 25 
fenden Addferen der ZShlinkremente, die beim 
Durchfahren der MeBstrecke vom Arrfangspunkt 
rum Endpunkt auftreten. Die mit Hilfe eirtes Auf- 
nehmers von einer MaBverkdrperung abgelelte- 
ten Signs te sind der Teitung entsprechend perto- 30 
disch, wobel sie innerhalb einer Perlode 
praktisch immer analog sind (so daB Insbesonde- 
re ein inkrementaies meflsystem als Anelnan- 
derreihung einer Anzahl von Analog-MeBbe- 
reichen aufgefaBt werden kann). 35 

Es ist ublicru mit Hilfe der periodischen Signaie 
die Anaiog-MeBbereiche in eine bestimmte An- " 
zahl von Digitafschrltten zu unterteilen. 

Es slnd zahlrefche Korrekturmethoden bei digt- 
talen elektrischen Ungen- Oder WlnkelmeBein- 40 
richtungen bekannt Man unterscheidet grund- 
satzlich die mechanischen und die etektroni- 
schen Korrekturmethoden. Mechanische 
Korrekturetnrichtungen sind einem veranderten 
Fehlerveriauf nur schwer anzupassen. Sie sind 45 . 
mechanisch aufwendig hercustellen und daher ' 
im allgemeinen groB und kostspiellg, 

Aus der OE-PS-1 638 032 ist eine elektronische 
Fehlerkorrektureinrichtung bekannt Dort wird 
vorgeschlagen, bestimmte — durch Vorabver- 50 
messung ermfttelte — Korrekturwerte in einem 
Speicher abzuspeichern. Eln elektronischer Digi- 
talrechner ist derart programmlert, dafl die im 
Speicher enthaftenen Korrekturwerte an 
bestimrnten verschiedenen Stellungen des be- 55 
wegllchen Bautefles den MeBwerten uberiagert 
werden. Bei dem heutlgen Stand der Technik 
wird als rechner ein Mikroprozessor und als 
Speicher ein Festwertspeicher eingesetzt 

Urn eine derartfge Korrekturmethode auch bei 60 
inkrementalen MeBeinrichtungen sinnvoll ar> 
wenden zu konnen, wird in den deutschen Pa- 
terrtsehriften DE-PS-2 732 909 (Anspruch3) und 


DE-PS-2 732 954 (Anspruch 6) vorgeschlagen, die 
Kprrekturpositionen absolut testzulegen, so daB 
injedem Fade eine richtige Zuordnung der 
Korrekturwerte zu den Korrekturpositionen ge- 
wlhrleistet 1st 

In der DE-OS-2729697 ist ferner vorgeschla- 
gen worden, die zu mterpollerenden Signaie — 
die durch die Abtastung der periodischen Teitung 
gewonnen werden — auf Fehler wte Glelch- 
spannungsantell, Amplftudenschwankung und 
Phasendffferenz zu untersuchen. Die ermittelten 
Abweichungen werden als digital© 
Korrekturwerte in einem Speicher zur Korrektur 
der dlgitailsierten Abtastsignale gespeichert Die 
digrtaitslerten und korriglerten Abtastsignale 
werden anschlieBend in einem Digitalrechner In- 
terpollert, urn so bei der MeBeinrichtung elne 
habere Aufldsung zu erzielen. 

Der Erfindung tiegt die Aufgabe zugrunde, mit 
einfachen Mltteln durch Interpolation eine hoch- 
aufldsende MeBeinrichtung der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, bet der auch die aus den 
unverfinderten periodischen Abtastslgnaien ge- 
bildeten Interpoiationswerte praktisch fehierfrei 
sind. 

Diese Aulgabe wird bei einem MeBsystem ge- 
maB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die 
Im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen 
MaBnahmen geldst Weltere. die Erfindung aus- 
gestaltende MaBnahmen entnimmt man den Un* 
teranspruchen. 

Besondere Vorteiie der orffndungsgem§Ben In- 
terpolattonsfehlerkorrektur liegen darin« daB alle 
Fehlerparameter Im Rahmen der ReferenzmeBge- 
nauigkelt be) der Korrektur berOcksichtlgt 
werden, und daB die Anzahl der einzelnen Unter- 
teilungskorrekturen der geforderten Meft- 
systemgenauigkelt und dem vertretbaren techno- 
togischen und wirtschaftlichen Aufwand relatfv 
einfach angepadt werden kann. 

Eine besondere vorteilhafte Korrekturmethode 
besteht in der Oberiagerung der bekannten eiek- 
tronfschen Fehlerkorrektur gemaB DE-PS 
1 638 032 und der erfindungsgemaBen interpola- 
tlonsfehlerkorrektur. 

Anhand der Zelchnungen soli die Erfindung 
noch n&her ertautert werden. 

Es zeigt 

Figur 1 Ein Blockschaltbild eines Meft- 
systems, das gemaB der Erfindung betrleben 
wlrd, 

.Rgur 2 Eln Blockschaftbltd eines Systems zur 
Fehlererfassung und Korrektur. 

Rgur 3 Den Verlauf einer Interpola- 
tionsfehterkurve Innerhalb einer Teilungsperiode. 

Rgur 4 Den Verlauf einer Fehlerkurve Qber 
mehrere Teilungspertoden mit Gbertagertem pe- 
riodischen Fehler. 

Das Blockschaltbild in Rgur 1 zeigt ein digfta- 
les eiektrisches MeBsystem mit herkommlichen 
Bausteinen, die urn eine dig Hale elektronische 
Korrekturelnrichtung ergSnzt ist 

Das ErflndungsgemaBe Verfahren wird be- 
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vorzugt bai inkrementalen MeBelnrichtungen an- 
gewandt 

Bel Inkrementalen MeBsystemen 1st es ubilch, 
zur Messung von Langen Oder Winkeln zwei 
phase nversetzte Signals zu erzeugen. Bel Ab- 
tastung einer periodlsch strukturferten Tellung 
warden durch reumlich verse tzte Abtastgttter 
mindestens zwel Abtastsignale erzeugt, die urn 
90° phasenverschoben sind. Aus dieser Pha- 
senverschlebung l&Bt slch die bewegungsrlch- 
tung der Abtasteinrichtung gegenOber der Tel- 
lung ermltteln. 

Olese Abtastsignale haben — bel gewlssen 
geometrischen Zusammenhangen zwischen Tel* 
lung und Abtasteinrichtung — etwa'sinusl6rml- 
gen bzw. cosfnusfdrmigen Vertauf und die 
glelche Periodizrtat wie die Tellung (die WeB- 
slgnalperlode entsprlcht dabei dam Tei lungs- 
raster). Die Tellungskonstarrten sind hirtslchtllch 
Ihrer Auflosung physikallsch und technologist 
nicht ohne we lie res zu verkleinern. Daher wlrd 
die angestrebta erhfihte Auflosung 1m ailgemet- 
nen durch efektronlsche Unterteilung (Interpola- 
tion) der ortsabhanglgen MeBslgnale erreicht 

Hierzu fst eine Interpolattonseinrichtung zur 
Zwischenwertbiidung erforderllch, In der die 
durch die Tellung festgelegten Weg- oder Winked 
schrttte tn kieinere, untereinander gleichgroBe 
Schrttte untertellt werden. 

Die eingangs beschriebene elektrontsche 
Korrektureinrichtung bei einer interpola- 
tionseinrichtung (DE-OS-2 729 697) verringert 
Fehleranteile, indem sie die anatogen Abtast- 
signale zumindest auf drei Fehlerparameter un* 
tersucht (Gleichspannungsanteil, Amplitudes 
schwankung, Phasenfehler) und die ermlttelten 
Fehler durch Korrekturwerte in dlgitaler Form 
den dann bereits ins Digitate gewandelten Abtast- 
signalan Oberlagert und erst diese korriglerten 
und digitalisierten Slgnale interpollert. 

Gem&B Figur 1 werden aus den vom Matt- 
system M gelieferten MeBsignaien in elnem Inter- 
polator Z Zwischenwerte J jeweils aus den vollen 
* Signaiperioden gabiidet. In einem S pel c her S 
sind dtesen Zwischenwertan J zugeordnete 
Korrekturwerte C gespeichert Der Speicher S ist 
zweckm&Big ein Festwertspeicher (ROM, PROM, 
PLA). Die Zwischenwerte J werden in. elne 
Korrektureinrichtung K elngegeben, wo sie mit 
den Korrekturwerten C aus dem Speicher S 
Oberlagert werden. Ola Zuordnung der 
Korrekturwerte C zu den Zwischenwerte J erfolgt 
mrtteis eines nicht dargesteltten Digitalrechners 
in der Korrektureinrichtung K. Der Ausgang der 
Korrektureinrichtung K Ist an elne Auswertestufe 
A geschahet, die aus einer Anzeigevorrichtung 
oder einer Steuereinrichtung bestehen kann. Dort 
sind die korriglerten MeBwerta vert Qg bar. 

Die Elemerrte M, S und K konnen auch zur 
Korrektur systematischer Fehler (z. 8. Pertoden- 
Fehler) (Or bestlmmte Punkte des MeBbereiches 
gemSB DE-PS-1 638 032 herangezogen werden. 
Hierzu ist eine elektrische Verblndung zwischen 
den Elementen M und K erforderfich, die ge** 
strichelt dargestellt ist. 


In Figur 2 Ist schematisch dargestellt, wie die 
Korrekturwerte C ermitteit und verarbeitet 
werden konnen, 
Mit dem MeBsystem M ist eln hochgenaues 

5 ReferenzmeBsystem RM in geeigneter Weise ge- 
koppeft Belm MeBvorgang werden in beiden 
MeBsystemen M und RM MeBslgnale erzeugt. Zur 
Erhohung der Auflfisung werden aus den MeB- 
signaien des MeBsystemes M in einem tnterpola* 

10 tor Z Zwischenwerte J erzeugt Diese Zwi- 
schenwerte J werden zum einen einer Korrektu- 
reinrichtung K und zum anderen einer Ver- 
gleicherelnrlchtung (Komparator V) zugefuhrt 
Die MeBsignale des ReferenzmeBsystems RM 

15 (z.B. ein Laserinterferometer) werden ebenfafls 
dem Komparator V sowle einer Referenzanzeige- 
vorrichtung RA zugefuhrt 

Im Komparator V werden die vom MeBsystem M 
gelieferten Zwischenwerte J mit den hochgenau* 

20 en MeBwerten des ReferenzmeBsystems RM ver- 
gllchen und im Falle einer Abweichung wird die 
Dtfferenz ais KorreWurwert C vorzeichenrichtig In 
einem Speicher S abgespeichert Aus diesem 
Speicher S getangen die Korrekturwerte C in die 

25- Korrektureinrichtung K, wo sie den zugehdrfgen 
Zwlschenwerten J Oberlagert werden. Ein in der 
Korrektureinrichtung K vorgesehener. nicht dar- 
gesteltter Rechner ist dabei so organislert, daB 
die eingespeicherten Korrekturwerte C in der 

50 richtigen Reihenfoige und In der Jeweils richtigen 
Position aus dem elektronischen Speicher S aus- 
gelesen und rechnerisch beruckslchtigt werden. 
Auf diese Welse werden die Irrterpolationswerte 
kalibrlert Die Korrektureinrichtung K spaist eine 

35 Anzeigevorrichtung A, in der nun die korriglerten 
Me8werte ablesbar sind. Bei ordnungsgemaBem 
Abfauf muB die Anzelge A des Me8systams M mit 
der Referertzanzelge RA des ReferenzmeB- 
systems RM Gbereinstimmen. 

40 In Flgur3 Ist dargestellt welchen Vertauf elne 
Fehlerkurve Innerhalb einer Teliungsperiode ha- 
ben konnte. Die Pfeile O t bis C 10 stellen dabei die 
Korrekturwerte ffir die Interpoiattonswerte J t bis 
dar. 

45 Wetterhln besteht die Mdglichkeit, nicht Jed em 
Zwlschenwert einen indMduellen KorreWurwert 
zuzuordnen, da das bei Qitterkonstanten von 
belspielsweise 10u/n in einer lichtetektrischen 
inkrementalen MeBelnrichtung zu sehr vielen 

50 Spelcherplatzen fuhren wurde. 

Vielmehr wird zweckmfiBigerwelse ein mittlerer 
Unterteilung8fehler abschnlttsweise oder fur den 
gesamten MeBberelch bestimmt und kom- 
pensiert 

55 in Figur 4 ist eine Fehlerkurve dargestellt, bei 
der den Peiiodenfehlem die Unterteilungsfehter 
Oberlagert sind. Es 1st erkennbar, daB sich Ober 
mehrere Teilungsperioden TP auch der UnterteK 
lungsfehier verSndert Hier kann Jewells ab- 

GO schnrttsweise uber mehrere Teilungsperioden TP 
der mittlere Unterteilungsfehler ermitteit werden. 
Es wird danach ein mittlerer Korrekturwert £ 
ermitteit mit dem ausgewahlte Zwischenwerte 
dar jeweiligen Periodangruppe kxTP beauf- 

6$ schlagt werden. Die Korrekturwerte fur die Perio- 
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denfehler tragen die Bezugszelchen B, ... 

lm ubrigen konnen fur bestimmta Untertel- 
lungswerte die Korrekturen ermittelt und unmtt- 
telbar berOcksichttgt werden, wflhrend fpr die 
ubrigen UrtterteHungswerte die Korrekturwerte 
durch interpolation der benachbarten vorab 
bestimmten Korrekturwerte ermrtteft werden. 

Die Ermittlimg der Fehler erfolgt am rationed- 
sten im Vertaufe einer Schmessung lm Rahmen 
der QualiUte-KontrolIe fur die MeBelnrlchtung. 

Anderersetts 1st auch eine permanente Kallbrie- 
rung denkbar, wenn die Verfahrgeschwindlgkeit 
des zu messenden Objektes exakt glelchfdrmig 
1st und die Verfahrgeschwindlgkeit von etnem 
prazisen Zeitglied kontrotilert wlrd. Der MeBweg 
ist ein Produkt aus Verfahrgeschwindlgkeit und 
Zeit so daB bei entsprechender Genauigkeit die- 
ser Faktoren die jewellige Position bestimmt und 
mit dem zugehdrigen durch Interpolation ge» 
bildeten Zwlschenwert verglichen werden kann. 
Sich bei dtesem Verglelch ergebende Ab- 
weichungen werden .als Korrekturwerte In der 
oben beschriebenen Weise den zugehdrigen Zwi- 
schenwerten ubertagert 

Es liegt im Rahmen der Erfindung. auch belie* 
bige andere Positionen entlang der Verfahr- 
strecke auf dlese Weise zu bestimmen und den 
MeBwerten die zugehdrigen Korrekturwerte zuzu- 
ordnen. 


Pafentanspruehe 


1. Digitales elektrisches Lfingen- Oder 
WinkelmeBsystem mit elner periodlsch' struktu- 
rierten Teilung, einer diese Teiiung durch gegen- 
seitige Rekativbewegung abtastenden Ab- 
tasteinrichtung, einer Irrterpofationseinrichtung 
(Z) zur Bildung von Zwischenwerten (J) aus den 
von der Abtasteinrichtung gelieferten pariodi-- 
8Chen Abtastsigrtalen und elner Einrichtung (K). 
zur eiektronischen Korrektur der Abtastsignale, 
wobei ein Korrekturwertspelcher (S) fur vorab 
ermitteite Korrekturwerte (C) an die Korrektu- 
reinrichtung (K) angeschlossen 1st, und einer 
Auswertestufe (A); gekennzeichnet durch 
folgende Merkmate : 

a) die Abtastsignale sind der Interpol 
tionseinrichtung (Z) unkorriglert zugefOhrt ; 

b) an den Ausgang der interpolationselnrtch- 
tung (Z) 1st die Korrektureinrichtung (K) ange- 
schlossen, in die die Zwischenwerte (J) ein- 
gespetst werden ; 

c) an den Ausgang der Korrektureinrichtung 
(K) Ist die Auswertestufe (A) angeschlossen, In die 
die mit Jewells einem indtviduellen Korrekturwert 
beaufechiagten Zwischenwerte (J) als korrigierte 
MeBwerte eingespelst werden. 

2. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fur augewfihlte Zwischenwerte 
(J, J jeweils abschnittsweise Qber mehrere Tel- 
lungsperioden (kxTP) der mittlere Interpola- 
tionsfehier (F) erm'rttelt wlrd, und der dem Inter- 
polationsfehter (F) entsprechende Korrekturwert 


(C) den zugehdrigen ausgewahften Zwischenwer- 
ten (J) Qbertagert wird. 

3. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet daB ausgewahlten Zwischenwer- 

5 ten (J,_n) bestimmte Korrekturwerte (C 1-n ) zu- 
geordn'et sind, daB Korrekturwerte (C^ fOr 
wettere Zwischenwerte (JajJ durch Interpola- 
tion der Korrekturwerte (C,J ermlttett werden 
und die wetteren Zwischenwerte (J/ud nrtit den 

to durch die Interpolation gewonnenen 
Korrekturwerten (C^uO beaulschlagt werden, 

4. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die vorab ermittelten 
Korrekturwerte in Form einer Fehiertabelle in 

1$ dem eiektronischen Korrekturwert-Spelcher (S) 
gespeichert sind. 

. -5. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet daB zus&zllch fur Abtastsignale 
der vollen Teilungsperioden (TP) Korrekturwerte 
%> (Bt-n) ermittelt und den Abtastsignalen uberta- 
gert werden. 

6. MeBsystem nach Anspruch 1 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Korrekturwerte (C^ 
und BtJ ' in einer Eichmessung ermittelt 

25 werden. 

7. MeBsystem nach Anspruch 1 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die abgespeicherten 
Korrekturwerte {0^ und B, J lm MeBbetrleb 
automatisch nach der Ermittlung der Zwl- 

30 schenwerte (J t .J diesen ubertagert werden. 

8. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Korrektur der Abtastsigna- 
le unter Heranziehung etnes Zeitgebers durch 
eine permanente Kallbrierung der Zwischenwerte 

35 (J) erfolgt, wobei permanent durch Verglelch der 
aus dem Produkt von Verfahrgeschwindlgkeit 
und Zeit festgelegten Position mit den momentan 
durch Interpolation gebitdeten Zwischenwerten 
(J 1ttn ) der jewellige Korrekturwert (C 1-ft ) ermit- 

40 tert wird. 


Claims 

45 1. Digital, electric length or angle measuring 
system having a periodically structured 
graduation, a scanning device scan/ting this 
graduation by reciprocal relative movement an 
interpolation device (Z) for the formation of inter- 

50 mediate values (J) from the scanning signals 
periodically delivered by the scanlng device and a 
device (K) for the electronic correction of the 
scanning signals, a correction-value memory (S) 
for previously determined correction values (C) 

55 being connected to the correction device (K), and 
an evaluation stage (A), characterised by the 
following features : 

a) the scanning signals are supplied uncor- 
rected to the interpolation device (Z) ; 

60 ■ b) connected to the output of the interpola- 
tion device (Z) is the correction device (K), into 
which the intermediate values (J) are fed ; 

c) connected to the output of the correction 
device (K) is the evaluation stage (A), into which 

65 the intermediate values (J), submitted in each 
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case to an Individual correction value, are fed as 
corrected measured values. 

2. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that for selected intermediate 
values (J t J» the average interpolation error (P) 
is determined In each case section by section 
over several graduation periods (k x TP), and the 
correction value (C) corresponding to the Interpo- 
lation error (F) is superimposed on the associated 
selected Intermediate values (J). 

3. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that certain correction values 
<Ci J, are assigned to selected Intermediate 
values (J lwft K in that correction values {C^,k) are 
determined for further Intermediate values (Ja_k) 
by Interpolation of the correction values (C,J 
and the further Intermediate values (Jjud are ' 
submitted to the correction values (C/ut) ob* 
talned by the Interpolation. 

4. Measuring system according to Claim 1 t 
characterised In that the previously determined 
correction values are stored in the form of an 
error table In the electronic correction-value 
memory (S). 

5. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that correction values (B t _„) are 
additionally determined for scanning signals of 
the full graduation period (TP) and are superim- 
posed on the scanning signals. 

6. Measuring system according to Claims 1 and 
5, characterised in that the correction values 
(C un and B 1iin ) are determined by calibration 
measurement 

7. Measuring system according to Claims 1 and 
5, characterised in that the stored correction 
values (C tJ1 and B X J are automatically 
superimposed in the measurement operation on 
the intermediate values (J Uft ) they have 
been determined. 

8. Measuring system according to Claim 1,. 
characterised In that the correction of the scan- 
ning signals is performed using a timer by a 
permanent calibration of the intermediate values 
(J), the particular correction value (C,J being 
permanently determined by comparison of the 
position established by the product of travelling 
speed and time with the intermediate values 
(J 1-ft ) momentarily formed by interpolation. 


Revendlcatlons 

1. Systeme de mesure electrique numSrlque da 
longueurs ou d'angtes comprenant une gradua- 
tion structuree pSriodiquement, un dispositif de 
balayage baiayant cette graduation par deplace* 
ment relatif reciproque, un dispositif d'interpoia- 
tion (2) pour la formation de valeurs Intermedial- 
res (J) a partlr des signaux de balayage pertodV 
ques dellvres par le dtsposrtif de balayage et un 
dispositif (K) pour la correction ilectronique des 
signaux de balayage, une memolre (S) "pour des 
valeurs de correction (C) etablies au prealabie 
etant reliee au dispositif de correction (K), et un 


etage d'interpretatlon (A) caracterlse par les 
caracterlstiques sulvantes : 

a) les signaux de balayage sont amenes non 
corriges au dispositif d'interpolation (Z) ; 
5 b) 4 la sortie du dispositif d'interpolation (Z) 
est raccorde le dispositif de correction (K) dans 
tequel sont stockees ies valeurs intermedlalres 
(J) ; 

c) a la sortie du dispositif de correction (K) 
10 est raccorde i'etage d'lnterpretation (A) dans 
lequet sont stockees, en tant que valeurs de 
mesure corrigees, les valeurs interned iai res (J) 
respectivement assortles d'une valeur de correc- 
tion Indtviduelle. 
1$ Z Systeme de mesure selon la revendlcation 1 , 
caracterlse par te fait que pour les valeurs inter- 
medlalres selectionnees (J, J. on determine a 
chaque tots section par section sur plusleurs 
periodea de la graduation {k x TP) i'erreur d'inter- 
20 poiatlon moyenne (P).et que Ton superpose la 
valeur de correction (C) correspondent a i'erreur 
d'interpolation (P) aux valeurs interm6dlaires (J) 
selectionnees y relatives. 

3. Systeme de mesure selon la revendicatlon 1, 
25- caracterlse' par le fait qu'aux valeurs intermedial- 

res selectionnees (JiJ. on associe des valeurs 
de correction etablies (C,J, que par interpola- 
tion des valeurs de correction {C ue j, on etablit 
des valeurs de correction (C*ji pour d'autres 
30 valeurs intermedlalres et qu'on applique 
aux autres valeurs intermedlalres (J^jd les 
valeurs de correction (C^k) obtenues par Tlnter- 
polation. 

4. Systeme de mesure selon la revendlcation t, 
35 caracterlse* par te fait que I'on stocke dans la 

memolre electronique (S) les valeurs de correc- 
tion preaiablement etablies sous la forme d'un 
tableau d'erreurs. 

5. Systeme de mesure selon la revendicatlon 1, 
40 caracterlse par le fait que pour les signaux de 

balayage des perlodes entleres (TP) de la gradua- 
tion, on etablit en plus des valeurs de correction 
(B, J et qu'on les superpose eux signaux de 
balayage. 

46 6. Systeme de mesure selon les revend (ca- 
tions 1 et 5, caraeterisS par le f ait qu'on etablit les 
valeurs de correction (C 1Jt et B, J au cours 
d'une mesure d'etalonnage. 
7. Systeme de mesure selon les revendications 

SO 1 et 5, caracterisd par le fait qu'apres la determi- 
nation des valeurs intermdd (aires (J t _n), on leur 
superpose automatiquement au cours de la 
mesure des valeurs de correction memorisees 
(C 1-n etB,J. . 

55 8. Systeme de mesure selon la revendlcation 1 t 
caracterlse par le fait qu'on effectue la correction 
des signaux de balayage evec emplol d'une 
horloge par un etalonnage permanent des vateurs 
intermedialres (J), la valeur de correction (dJ a 

60 chaque fois considered etant etablle en perma- 
nence par comparison de la position definle par 
te produh de la Vitesse de deplacement et du 
temps evec tes valeurs intermediaires (J 1-ft ) Ins- 
tantanement formees par interpolation. 
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Sensorsystem mit veranderbarer Sensorsignalverarbeitung mit folgenden Merkmalen; 

- das Sensorsystem (1) umfasst eine Sensoreinheit (10) und eine Auswertungseinheit 
(40) 

- die Sensoreinheit (10) umfasst wenigstens ein Sensorelement (12) zum Erfassen einer 
MeBgroBe (M) und zum Erzeugen eines die MeBgroBe (M) reprasentierenden 
Sensorsignals (U(M)) und eine Sensorsignalverarbeitungseinheit (25) zu einer 
Verarbeitung eines die MeBgroBe (M) reprasentierenden Sensorsignals (U(M)) gemaB 
vorgegebenen Parametern (c 1l c 2 ,c 3 ...c m ,c rm1 ...c M ) I wobei die Parameter 
(c 1l c 2 ,c 3 .,.c m ,c m+1 ...c M ) zur Sensorsignalverarbeitung von auBen einstellbar sind, wobei 

- die Auswertungseinheit (40) ist zu einer Auswertung von von der 
Sensorsignalverarbeitungseinheit (25) ubertragenen Ausgangssignale (Out) 
vorgesehen ist. 
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